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摘要(译)

提供一种磁特性检测方法，磁特性检测设备，成像设备和成像方法，其中，磁检测和成像基于直流（DC）磁场和振荡波的积分激
励场。 磁性检测方法包括以下步骤。 DC磁场被选择性地施加到物体。 此外，向对象提供振荡波，其中该振荡波是声波或超声
波。 然后，检测物体的磁特性变化。
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